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Anahza dokumentacy]nu
Protokéx z badan zakloca1n0501 elektromagnetycznej ukzadu

sterowania PR - 02/SP. Zakres badai obejmowal sprawdzenie
odpornosci na zakZécenia sieciowe impulsowe nanosékundowe,
impulsowe duzej energii,krétkotrwate zaniki napiecia sieci,
zak¥dcenisa -obwodu 1nterfeasowego wytadowania elektrycznosci
statycznej. :

-Protokét zawiera Qyniki z badai 1 wanioski,. ,

Tytuly poprzednich sprawozdan i dokumentéw normalizacyjaych
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1. Ch akt ystxka urzgdzenia badanego

- -y .- Dy o e A P S A G W A S wn ay Aa

Badany uktad skiada sié r 3 ,

- uktadu sterowania PR-02/SP umieszczonego W szafie sterowni-
czej z wydzielonym panelem programowénia potgczonym z szafa
kablami interfejsowymi o dlugoéci ok. 5m, T

- dwéch uktadéw wykonawczych - prostych robotéw przemyslowych_

' PR-O2 oznaczonych w/g normy zakliadowej nr 2 i 3.

Zasilanie uktadu sterowanis: jednofazowe z sieci predu

przemiennego 220V, 56Hz. '

.Uktad sterowania wykonany jest jako urzadzenie w I‘klasie

‘ochronnodci. Przylacze sieciowe zrealizowane jest kablem

sieciowym o dlugodéci ok. 4m, zakoriczonym wtyczka. Polaczenia

interfejsowe miedzy szafas sterowniczg a robotami sa wykonane
kablami interfejsowymi w osionie metalowej pelniacej role
ekranu. Uklad sterowania dostarczony do badar ' wykazywal
objawy biednego funkcjonowania w pracy bez narazania go
impulsami zakiécajacymi.. Objawy polegaly na samoistnym, przyps
dkowym zadwiecaniu sie lub wygaszaniJ diod sygnalizacyjnych
umieszczonych na panelu programowania np. zﬁiany stanu adeceé-
nia diéd PR-rodzaj pracy. Objawy te z rézng intesywnoscia

’ wystepowaly podczas catego okresu badaf zakiécalnosci urzadze

nia.
/

2. §Egséb grzegrowadzenia badan.
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2.1. Wykorzystywany-program testowy i kryteria zaklécalnosdci
uktadu. ' ) B -
W badaniach zakiécalnos$ci ukiad wykonywat zaprogramowany
przez uzytkownika powtarzajacy sie cykl pracy polegajacy
na symulacji podawania sobie przei roboty umownego przedmio
Badania przepr&uadzono dla ukiadu sterowénia z dwoma, a nie
jak przewiduje norma zaktadowa ﬁJ z trzema robotami. -
Do badania poziomu odpornosci od strony obwodu interfejsowe
wybrano losowo wejscie nr 1 i wyjécie nr 27.
*Jako kryterium zakiécalnosci ukiadu sterowania przyjeto:
zyniekontrolowane miganie diod sygnalizacyjnych paﬁeluf_

programowania, :

b niekontrolowane zmiany stanéw éwiecenia diod sygnélizacy-

jnych panelu programowania,




q/bledne wykonywanie programu uiytkbwego‘przez roboty np.
brak powtarzalnosci wykonywania_cyklﬁ pracy ukiadu
wykonawczego, . ' ' o

-

destrzymanie wykonywania programu uzytkowego przez roboty.g
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2.2. Zakres i sposéb przeprowadzania badan

\ Zakres badart obejmowal badania zaklécalnosci uktadu stero- {
wania dla obwodu sieciowego, obwodu interfejsowego oraz ’
obudowy urzadzenia. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem
! metod zalecanych w projekcie PN/E EZ] dla zakléceﬁsimpulsd~
wych nanosekundowych impulsowych duzej energii dynamicz~ " |
nych zmian napiecia zasilania oraz wyladowaﬁ elektrycznosci ;
statycznej. W tablicy 2.2.1 podano zestawienie urzadzen
" pomiarowych i urzadzen pomocniczych _stosowanych w badaniach |
i oznaczenie metod symulacji. Z powodu braku generatora
impulséw 5/50ns zalecanego w PN/E zastosowano zastgpczo
generator wytwarzajacy impuls zaklécajqcy o parametrach
5/100ns. W przypadku badar zaki6calnosdci od strony zasilania
sieciowego punktem pomiarowym byla wtyczka kabla sieciowggo
szafy sterowniczej. Czas badania, narazania zakiéceniami
impulsowymi wyﬁésiljl,s minuty, co odpowiada narazaniu
badanego obwodu ok. 1000 impulséw.
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Wynlki badart zakldécalnosci ukladu sterowanla'
a/ Zaklécalnosé uktadu sterowania od strony -obwodu” sieciowego

- b/

da/

‘Zakibcalnoéé ukladu sterowania od strony obwodu sieciowego

.- /metoda SNi/°

dla zakécert impulsowych nanosekundowych /metoda SN1/,

A

Poiiom zaktécenia/czas narastania Objawy zakidcenia

Aimpulsu , . ‘ - .
+780V/5ns ‘ i ,miganie diod RP-rodzaj pracy
~-810V/5ns . . e -
+1000V/35ns , , - " -

-900V/35ns - " 5
iiSOOV/Sns intensywne miganie diod RP,

RR-rozkazy robota,pamied
zapis-odchyt, wyéwietlacza

Zaklécalnoéc uktadu sterowania od strony obwodu 31ec1owego
dla zaklécer impulsowych duzeJ ‘energii O +2/50us S

Poziom zakxécenia Objawy zaklécenia
Metoda SS30 +1000V : . nie zaobserwowano
-970V zadwiecenie przypadkowe
co go segmentu wys$wietlacz
Metoda SN30 21000V f : nie zaobserwowano

\

dla krétkotrwaiych zanikéw napigcia sieci /metoda SS70/
Czas' zaniku Objawy zakiocenia

od 2ms 'do. 63ms* ‘ . niekontrolowane zmiany star
. ‘ dwiecenia diod RP /czgstsze
niz dla warunkéw bez zakZod-
cen/
64 ms : zéswiecenie dlody RP3 -
' stop awaryjny,zablokowanie
klawiatury,zatrzymanie pra-
cy robotéwe.

Zaktécalno$é ukladu sterowania od strony obwodu wejsciowego
/wej nr 1/ dla zakioécen impqlsowych‘nanosekundowych

Poziom zaklécen/czas narastania Objawy zaklécen

impulsu . .
+630V/5ns o miganie diod RP 1,2,3.
-540V/5ns » . miganie diod RP 1,2,3
+900VA5ns ' " zgasnigcie diod RP 2,3
-690V/35ns | ' zgadniecie diod RP 2,3.

5
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e/-Zaklécalnoéé ukadu sterowania od strony obwodu wyjécibwego
/wyj.nr 27/ dla zakiécen impulsowych nanosekundowych
/metoda SN1/. "

,PoZiom zakZécenia/czas narastania Objawy zakidcenia
"impulsu .
+540V/5ns miganie diéd RP,zapalenie sig ~
diody RP1 - obsiuga '
-=540V/5ns ‘miganie diod RP,zgasnigcie RP 2,3
+3900V/35ns miganie diod RP,zaswiecenie sggme
ntu wyswietl, ° ‘
~3900V/35ns miganie diod RP,zapalenie sig

diody RPl-obsluga zgaénigcie RP2,

f/ Zaktécalnoéé¢ ukladu sterowania dla wyladowan elektryCznoécL
- statycznej /metoda SESO/

i Poziom zakiécenia , Objawy zakiécenia
- 1,5 kv wytadowanie wzgledem bolca zmiany stanu $wieceni
uziemiajacego gniazdka sie- - diéd!zga$nigcie RP2,3
ciowego na panel:. programo= zapalenie RP1~obstuga
wania 1 na szafe sterowni- zmiana stanu $wieceni
cza ) . wydwietlacza,zatrzyma:
‘ nie pracy robotéw
1,5 kv wytadowanie wzgledem zaci- zmiana stanu Swieceni
sku uziemiajacego szafy diod RP oraz wyswietl

sterowniczej na panel pro- cza, zatrzymanle pracy
‘ gramowania i szafg stero- robotéw. '
' ‘ wnicza

4,1. Uktad sterowania przez caiy £zgs badan wykgzywal objawy
btednego funkcjonowan1aYﬁ“ﬁgg%ﬁﬁggﬁzg%%%véﬁézjzakléceﬁ
Z tego owo%}lphggé}enie pgz% méw odpornoégfbdla uklédu/
mozna jedno~
znacznie stwierdzié czy pojawiajace sie objawy niepoprawnej
pracy panelu programowania maja swoja przyczyne w zakléce-
niach zewnetrznych czy jest to wynik blednego funkcjonowania
‘ . spowodowany czynnikami wewnetrznymi, W tych warunkach nie

uzyskano zadawalajacej powtarzalnosci pomiaréw a zmierzone ,
poziomy odporno$ci nalezy traktowac jako wyniki szacunkowe .

Przy czym dla zakiécen o charaséfife i?yulsowy%’png ktér ch
wystqpowaly objawy zakiéce Atnie zwiazane 'z generacja'

!

\l

impulséw wynik szacunkowy jest obarczony mniejszym bl@d?a
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4.2, Na podstawie wynikéw pomiaréw p.3 i p.4.1 oraz. kryteridm zvp.

2.1 szacunkowe poziomy odpornosci ukiadu sterowania PR-02/SP.
Wynosza, ?

a/ w obwodzie sieciowym dla zakiécert impulsowych nanosekundo-
wych niesymetrycznych ok. 780V  5/100ns metoda SN1

b/ w obwodzie sieciowym dla zakZdécenn impulsowych duzej
energii 0,53 o

niesymetrycznych powyzej 1000V 0,2/50us metoda SN30
/max poziom sygnalu generatora/

symetrycznych ok. 970V ' 0,2/50us metoda SS30

c/ w obwodzie sieciowym dla krétkotrwalych zanikdw napiecia
sieci z powodu wystepowania objawow zakécen /p.3.c/
‘poziom niemozliwy do okreélenia,

d/ w obwodzie wejéciowym dla zakléceﬁ 1mpulsowych nanosekundo
. wych- niesymetrycznych ok. 540V 5/100ns metoda SN1,

e/ w obwodzie wyjsciowym dla zaklécen impulsowych nanosekundo
wych niesymetrycznych ok. 540V 5/100ns metoda SN1
\ + - - .

f/ dla wyladowaﬁ elektrycznosci statycznej 1,5kV metoda SEBO

4,3. Zalecane poziomy odpornosci urzadzen przeznaczonych do automa
tyzacji proceséw produkcyjnych .w/g projektu PN/E [?] wykonani
urzadzenia W2 o podwyZszonej odpornoéci i normy_zakiadowej

NZ [}] wynosza odpowiednio: , PN/E NZ
a/ zakiécenia impulsowe nanosekundowe 5/50ns 2kVv 1500V
/w obwodzie sieciowym/ )

b/ zakiécenia impulsowe duzej energii , 2kV -
1,2/50us /w obwodzie sieciowym/ : .

c/ krétko;rwa;e zih;ki;napiegih sieci Un/0 20ms 10ms

d/ zakZécenia impulsowe nanosekundowe 5/50ns ikv = 450V
_ /w obwodzie interfejsowym/ ) o

e/ wytadowania elektrycznos$ci statycznej > 4kV -

4,4, Przyjmujac kryteria zaklécalnoéci uktadu jak w p.2. 1@ bc.d))
poréwnujac zalecane przez PN/E [2] i pomierzone poziomy -~
odpornoéci mozna stherdzic, 2e ukiad badany. nie speinia
‘wymaga dla zadnej grupy sygnaléw zaktocajacych.
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4,5, Przyjmujac kryteriu; zakXé6calnodci ukiadu sterowania
w/g NZ [1] jako "ide%zﬁnpkw kazdaln}z%yclﬁu '
programu uzytkowego" ~ha podsta serwacji wzrokowej
pracy robotéw /przy braku rzeczywistego przedmiotu podawane
go przez roboty/ uklad sterowania PR-OZ/SP spetnia wymagani
NZ. Przy czym badania przeprowadzono jedmnie dla dwéch;ﬁ
gdy norma zakiadowa wymaga stosowania trzech robotdw.

4.6. Nie zaobserwowano zaleznosci poziomu odpornoéci uktadu od
rodzaju pracy panelu programowania.

4.7. Wnioskuje sig, aby po usunigciu przyczyn samoistnegS/zakié-

cania si¢ panelu programpwania przeprowadzié ponowhe pomiary

i jednoznacznie okreslic ppzioﬁy odporno$ci ukZadu na zakié

cenia elektromagnetyczne. Jednoczesnie na podstawie analizy

' objawéw zakldbdcen panelu progfamowania'konstruktorzy powinni
zweryfikowaé kryterium poprawnej pracy uktadu sterowania.

t . . . -
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